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Mikroskopo ir bandinio ruo$imas matavimui

[junkite kompiuterj.
Atidarykite matavimy Zurnalg ir prie§ matuodami uzsiregistruokite.
Jjunkite mikroskopa (juodas jungiklis ,,POWER®).
Ijunkite programg ,,TM-1000.

Atidarykite mikroskopo priekyje esantj stalCiy.
Atsargiai keldami aukstyn iSimkite apskritimo formos
padékla bandiniui.

Uzdékite padékla ant matuoklio (1 pav.).

Uzdékite bandinj and padéklo. Vertikaliam tvirtinimui

naudokite stikling prizm¢. Prizm¢ prie padéklo ir 1 pav. padéklas su bandiniu ant matuoklio
bandinj prie prizmés galima klijuoti dvipuse lipnia
juosta.

Bandinys privalo biti sausas, kad garuojantis skystis
neuZtersty vakuuminio siurblio.

Sukdami padékla po juo esancios verZlés atzvilgiu
nustatykite padéklo aukstj taip, kad tarp bandinio ir
matuoklio biity Imm tarpas (1 pav.).

Padéklg su bandiniu jstatykite j stal¢iuka.

Stal¢iuko apatiniame kairiajame kampe esantj rodyklés
gala nustatykite ties kryZzelio centru. (2 pav.)
Nustatykite sukiodami padéties nustatymo rankenéles,

esanCias ant mikroskopo stal¢iaus. To reikia, kad

pradedéj¢ matavima ekrane matytumeéte padéklo

centra.
L. . . L 2 pav. Rodyklés nustatymas
Létai uzdarydami stal¢iy dar kartg patikrinkite, ar tarp
bandinio virSutinés dalies ir matavimo kameros ,,Juby* yra 1 mm tarpas.
Uzdarg stal¢iy paspauskite zalig jungiklj ,,EXCHANGE®.
Mikroskopo programa pradés rodyti vakuumavimo eiga (turéty trukti apie 3 min). Kai

vakuumavimas bus baigtas, ant mikroskopo uzsidegs zalia lemputé ties uzrasu ,,READY*.
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Matavimas

Nemetalizuotiems bandiniams pasirinkite ,,Setting > Observation Mode > Charge-up reduction
Mode*. Kartais reikia pasirinkti $ig funkcijg ir kai bandinys metalizuotas — pasirinke patikrinkite,
ar vaizdas ryskesnis, negu pasirinkus ,,Standard Mode*.
Galima pradéti matavimg. Programoje spauskite ,,START*.
Sukiodami rankenéles ant mikroskopo stal¢iaus nustatykite norima matyti bandinio vieta.
Fokusavimas. Kad sufokusuotuméte vaizda, patogu naudoti Sias parinktis:

a. ,,FAST* — vaizdas bus atnaujinamas daznai, bet prastos raiskos. Tinka pradiniam

apytiksliam fokusavimui.

b. ,,SLOW* —vaizdas bus atnaujimamas lé¢iau, bet bus rySkesnis. Tinka tiksliam galutiniam

sufokusavimui.
Fokusuojama ant ekrano, kuriame stebimas bandinys, spaudziant kairjjj pelés klavisg ir
neatleidus tempiant is kairés j desing arba atvirksciai (nuo to priklauso, aukStyn ar zemyn bus
fokusuojama). Patariama fokusuoti ne didesniu dazniu, negu vaizdo atnaujinimo daznis.
Patartina fokusuoti pasirinkus kelis kartus didesnj didinimag, negu norima gauti galutiniame
atvaizde. To reikia, kad fokusavimas biity tikslesnis. Sufokusavus ryskiausig vaizda padidinus,
galima pasirinkti reikiamg (mazesnj) didinima.
Norint pasukti vaizda 90° zingsniu, spaudziamos rodyklés apacioje esancio ,,Rotation jrankio
Sonuose. Norint pasukti mazesniu kampu, spausti ir trumpai (~0,5 s) palaikyti ,,+* arba ,,-
“ simbolj.
Atvaizdui i$saugoti spauskite ,,Save*. (,,Quick Save* taip pat iSsaugo atvaizda, tik prastesnés
raiskos.)
Kad atliktuméte bandinio matavima gautame atvaizde, dar neiSjungg i$saugoto atvaizdo
spauskite ,,Edit > Data Entry/Measurement...”. Atlik¢ matavimus spauskite atsidariusio lango
kampe ,,Save*.
Tiksliems kiekybiniams matavimams nepatartina pasikliauti iSmatuotais dydziais, nes
priklausomai nuo filamento ar bandinio metalizavimo kokybés paklaida gali biti apie 20 %.
Jei zadate nematuoti, bet laikyti mirkoskopa jjungta (2-3 min. ar ilgiau), paspauskite ,,STOP,

kad be reikalo nebiity kaitinamas ir eikvojamas filamentas.



Mikroskopo iSjungimas

. Baige matavimg, programoje spauskite ,,STOP*.

Paspauskite ant mirkoskopo esantj jungiklj ,, EXCHANGE".

. Kai slégis matavimo kameroje bus suvienodintas su atmosferos slégiu, ant mikroskopo uzsidegs
raudona lemputé ,,AIR*. Tuomet saugu atidaryti stal¢iy ir iSimti bandinj.

. Padéklag nustatykite taip, kad rodyklés galas buty ties kryzelio centru.

. I§junkite mikroskopa jungikliu ,,POWER*.

. I§junkite kompiuterj.

Mikroskopo parametrai

Specifications

hems Description

1 Magnification 20~10,000x (digital zoom: 2, 4x)

B Accelerating voltage  15kV

I Observation mode Standard mode/charge-up reduction mode
N Specimen traverse X:15 mm, ¥:18 mm |

§ Maximum sample size  70mm in diameter
B Maximum sample thickness 20mm

i Electron gun Pre-centered cartridge filament

I Detection system High-sensitive semiconductor BSE detector

B Auto image adjustment function Auto start, Autofocus, Auto Brightness

§ Frame memory 640 x 480 pixels, 1,280 x 960 pixels

0§ Image data memory HDD of PC and other recording medium

} Image format BMP

Il Data display Micron marker, Micron value, date and time,

image number comments

# Evacuation system Turbomolecular pump: 30L/s x 1 unit,

(vacuum pump) Diaphragm pump: 1m¥h = 1 unit

i Safety device Over-current protection function




